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A cikk els§ részében az integralt Aramkorsk fejlesztési és gyartasi
folyamatat vizsgdlja a mérés szempontjabol. Ravilagit a szeletmérés
jelent6ségére az onkoltség esokkentésében és a fejlesztési folyamat le-
roviditésében. Ismertetésre keriil egy szeletméro6 rendszer, majd an-
nak alkalmazésa egy példan keresztiil.

Korunk gyors miiszaki fejlédésének alapvetd feltétele
a mikroelektronikai technologia létrejotte és robba-
nésszeril térhoditasa, amely szoros kapesolatban 4ll a
méréstechnika fejlédésével.

Talan legélesebben a két teriilet egyméasrautaltsaga
az integralt Aramkoroket gyarté vallalatokndl jelent-
kezik, ahol az alacsony 4r — tehat a versenyképes-
ség — elérése a gyartaskozi mérések automatizalasat
és a mérési adatok szamitogépes feldolgozasat igényli,
kiilonosen az 1.SI és VLSI termékek gyartasa esetén.

Monolit integralt aramkorok csipjeinek elallitasa
sordn a technologiai miiveleteket félvezetd szeleteken
végzik. A tovabbiakban — a teljességre vald torekvés
nélkiil — bemutatjuk a fejlesztés —gyartas folyama-
tan keresztill a szeletméréssel vald szoros kapesola-
tukat.

A technoldgia és a mérés kapcsolata

Az integralt aramkorok fejlesztése az elfzetes specifi-
kacioval kezddédik, amely soran korvonalazdédik a
felhasznalé 4ltal igényelt funkcid, paramétersereg
és nem utolsésorban a koltségtényez6. Ez utébbi
maga utdn vonja néhiny paraméter optimalizalasat
(minimalis fogyasztas, méret, kiils6 alkatrészek sza-
ma stb.). '

Az 4ramkori tervezés igen koriiltekinté és szigoru
optimalizalasi feladat, amelynek soran jél kell meg-
valasztani az integralhaté és diszkrét elemekkel
megvaldsithaté funkeidk részaranyat. Az integralha-
t6 dramkoroknél optimalizalni kell az illesztd, analog
és digitalis részek ardnyat. Néhany kritikus szem-
pontot emlitiink csupan: aram — fesziiltség — disszi-
pacidtartomany, kivezetések szdma, és nem utolso-
sorban csipfeliilet.

A tervezés befejezése utan célszerlien felépitett
diszkrét, ill. szamitégépes aramkéori modelleken tor-
ténik a kitlizott funkcidk megvalésulasdnak ellen-
6rzése. A szamitogépes matematikai modellezés
futtatasi idejét, vagy az integralt &ramkori elemkész-
letb6l felépitett diszkrét modellek elkészitési idejét
és koltségeit — adott pontossagu modellezésnél — is
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optimalizalni kell. Kiilonosen a parazita elemek (pl.
kapacitisok) és csatolasok (pl. termikus visszacsato-
lasok) figyelembevétele 1ényeges.

Az ellenérzés utdn kapott eredmények visszahat-
nak a specifikaciora, esetleg az dramkér teljes ujra-
tervezéséhez vezethetnek.

A sikeres dramkori tervezés, modellezés utan ko-
vetkezik az integralt valtozat topolégidjanak meg-
tervezése.

Nagy figyelmet kell szentelni az izotermikus elren-
dezésii kritikus alkatrészeknek, hogy az integralt
véltozatnal a lehetd legjobb eredményeket kapjuk.
Kiilon emlitést érdemelnek a fél-felhasznaléi aram-
korok, amelyek fix elrendezésii integralt elemkészle-
tet (ellenallasok, tranzisztorok, logikai kapuk) tar-
talmaznak, és a fémez8 maszkkal vélaszthatéok ki az
egyes izotermikusan elhelyezkedé elemek. Mivel
ezeknél kotott az elrendezés és az elemszdm, a csip
felilletét nem lehet teljes egészében hasznositani,
ezért a fél-felhasznaloi tervezést siker esetén kivetheti
egy — a felillet kihasznalisat javit6 — minden
maszkra kiterjed6 ujratervezés.

A topologia tervezésekor biztositani kell az egyes
dramkori elemek elirt paramétereit (disszipacio,
megbizhaté miikodési tartomany stb.).

A topologiai tervezés utdn elkésziilnek az egyes
technologiai 1épésekhez sziikséges maszkok. Termé-
szetesen a maszkokhoz a technologiatol fiiggd foto-
litografiai, diffuzids és egyéb berendezések sziiksége-
sek, amelyeken a kész maszkok segitségével a fél-
vezet6 szeleteken elkészithet6k az integralt aram-
korok.

Kiforrott, stabil technolégia esetén a szelet néhany
pontjan méréabrakat helyeznek el, amelyeken olyan
elrendezések vannak, amik az egyes technoldgiai
lépések paramétereit elektromos mennyiségekké ala-
kitjak, lehetévé téve a korszerd mérésadatgyfijtést
és feldolgozast.

Gyartas esetén az IC-k maszkjaiba léptetik be a
méréabrakat, technoldgiafejlesztés vagy egyéb kisér-
letek alkalméval csak mérddbrakat tartalmazé sze-
letek késziilnek. fgy nem csak a kisérlet paramétereit

- lehet nagy mennyiségben mérni és statisztikailag fel-
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dolgozni, hanem a paraméterek szelet felilletén vald
eloszlasarol is értékes informacidokat nyerhetiink.

Jo6 felilletkihasznilasu IC-k maszkjan is szokott
annyi hely maradni, hogy egyszerli méré strukturak
elhelyezhet6k. Ezek kozbiils6 megoldasnak tekint-
het6k a csak mér6abrat és a néhany mérGabrat tartal-
mazo elrendezés kozott.

A szelettechnoldgiai paraméterek elektromos je-
lekké alakitasanak egyik hatranya, hogy csak a szelet
elkésziilte utdn — a fémezett kivezets feliiletek
(tappancsok) segitségével — mérheték. Ezért sziik-
séges olyan — szeletméréssel Osszekapcsolt — sza-
mitégépes adatfeldolgozé rendszer alkalmazésa,
amely az egyes technologiai 1épések elvégzésének
feltételeit (pl. koncentracid, id6, hémérséklet, nyo-
mas, porszint) is rogziti [1].

Egy ilyen rendszer az IC-k és a mérabrak szelet-
mérési adatait figyelembe véve az egyes paraméterek
és a kihozatal kozotti osszefiiggések felderitését
lehet6veé teszi, valamint az informécid visszacsatola-
saval a kihozatal optimalizaldsat, a paraméterek
stabilitdsdnak biztositasat is jol szolgalja. A rendszer
gazdasagossagat még fokozhatjuk, ha az adatok
kozé a kozvetleniil elektromos jelekké nem atalakit-
haté paramétereket is bevessziik.

A tovabbiakban az ilyen technologiai folyamat
szabalyozo és iranyitd adatfeldolgozé rendszerrel
nem kivanunk foglalkozni, figyelmiinket az integralt
aramkorok mérésére, elsdlegesen a szeletmérésre
osszpontositjuk.

Az IC fejlesztése soran elsddleges feladat a maszk-
nak — az integralt aramkor mikédésének — az
ellendérzése. Ehhez a szeletméré mechanikahoz meg-
felel6 méréautomatat csatlakoztatunk, amely a
mérdkartyan és tlikoszorin keresztiil minden egyes
csipet lemér. A mérés fejlesztési szakaszaban a mo-
dellezés eredményeként kapott paraméterek az el-
s6dlegesek. Ekkor még tag mérési hatarok kozott
torténik a valogatds. A maszk hibainak felderitésére
a csip belsé pontjain is sziikségessé valhat mérést
végezni. Maszkhibak a tervezés és gyartas soran kelet-
kezhetnek, amelyek behatdrolasat hatasosan segit-
heti el6 a szeletméré rendszer.

A funkciondlis mikodést elronté véletlenszert
hibak kozill a kristalyhibakat, porszemek 4ltal oko-
zott fotolitografiai hibdkat és a fémezés hibait em-
litjiikk meg [2].

A jo szeletmérési kihozatal érdekében meg kell
hatarozni az egyes paraméterek mérési hatarait agy,
hogy valamennyi mkods elem ki legyen valasztva.
Ebb6l a célbol a szelet valamennyi elemét lemérjiik,
és a mérési eredményeket hisztogramok formajaban
kiértékelve meghatarozhaté az egyes paraméterek
értékeinek eloszlasa és szorasa. Az egy szeleten mért
szoéras a szelettechnolégia homogenitasat, mig a sok
szeleten hosszabb id6intervallumban regisztralt para-
méter atlagok és szorasok értéke a stabilitast jellemzi.

A mérési hatarokat tgy kell optimalizalni, hogy
adott szelettechnolégiai paramétertiirés betartasa
esetén a szeletmérési kihozatal optimalis legyen.
Amennyiben egy vagy tobb paraméter nem teljesiti
a specifikaciot — 4allandd technologiai feltételek
mellett —, a maszk egyes elemeinek értékvialtozta-
tasa, esetleg uijratervezése kovetkezik.
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folytatta tanulmdnyait az

Ritkabb esetben a kritikus elemek kiils6 elemként
vald csatlakoztatdsahoz vezethet.

J6 dramkori modellezés alapjan a szik toleranciiji
alkatrészeket eleve kiils6 elemként tervezik, korszerii
technoldgia esetén pedig a szelet feliilletén utélag
kapnak értékbeallitast pl. lézersugarral, amellyel
igen kis paramétertirést is jo kihozatallal lehet ga-
rantalni. Egyes paraméterek megkovetelhetik a
technolégia fejlesztését, ami hosszadalmas és koltsé-
ges, igy csak nagy sorozat esetén gazdasagos.

Amennyiben a szeletmérés soran az egyes csipek
sikbeli helyét is paraméterként tekintjiik, lehetsvé
valik a paraméterek szelet feliiletén valo eloszlasa-
nak vizsgalata, ami a technoldégia inhomogenitasi
hibainak felderitésére is hasznalhaté (a mérbabras
szeletek mellett), amennyiben az egyes Aaramkori
paraméterek Kkapcsolatban 4allnak a technolégiai
paraméterekkel.

Az elemek szétvalogatasat szolgald festékponttal
valé megjelolés helyett az egyes sziik paramétert
elemek szamitogép segitségével kiemelhet6k a csipek
egymastol valo elvilasztdsa utan. A mérési eredmé-
nyek hisztrogramjai lehetdséget nyujtanak a norma-
lis gyartasi szérdsnal sziikebb mérési hatdrok esetén
a kihozatal meghatdrozasara, igy valogatassal is
elére kalkuldlhato az arnovekedés [3].

Kiilonosen a fejlesztés soran sziikséges az egyes
paraméterek hémérséklet-fiiggésének — az IC mi-
kodoképességének hémérséklet-tartomanya — meg-
hatdrozasa. Egyes esetekben az IC-ben levd hémér-
séklet mérd kapcsolasok mikodésének ellenérzésére,
beallitasara is sziikség van.

A dinamikus paraméterek specifikaci6ja sziikséges-
sé teszi lehetGség szerint minél tobb dinamikus para-
méter szeleten torténd — gyakran a hdémérséklet
fiiggvényében — mérését, beallitasat.

Ha a csipek jellemzéi elérték a vart értékeket, a
fejlesztés a szerelés-tokozas miveletével folytatodik.
Mivel altaldban nem minden paraméter mérhetd
szelet alakban, gyakran a fejlesztés is igényel tokozott
aramkoroket.
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A szerelés, tokozas soran keletkez$ hibas (szakadt,
zérlatos), vagy megvaltozott paraméterti I1C-k ki-
valogatasa a készaru mérés folyaman torténik.

A kész integralt aramkorok a megbizhatosagi vizs-
galatokra keriilnek, ahol eldirt feltételek (klima, hé-
mérséklet sth.) kozott vizsgaljak a paraméterek val-
tozasat. Megfelel6 eredmények esetén ezer-—tizezer
darabos kisérleti gyartast inditanak. A Kkisérleti
gvartas célja a beallitott értékek reprodukalhatosa-
ganak vizsgalata és a j6 kihozatalu gyartasnak a bi-
zonyitdsa. A gyartas mar csak mennyiségileg tér el a
kisérleti gyartastol, azonos és allando technolégiat

feltételezve a fejlesztéssel és kisérleti gyéartassal.

A gyartas soran a szeletek és a készaru mérése a fej-
lesztés soran meghatarozott hatarokra térténik, a ki-
dolgozott mérési elvek szerint.

A szerelés és tokozas koltséghanyada a készter-
mékben magas, ezért fontos, hogy a szeletmérés lehe-
téleg minden el6irt paraméterre terjedjen ki.

A szeletmérd rendszerrel szemben tamasztott
kovetelmények

Az el6z6ekben lathattuk, milyen fontos szerepet jat-
szik az IC-gyartas folyamataban a mérés, kiilondsen a
szeletmérés,

A tovabbiakban azt vizsgaljuk, milyen igényeket
kell tamasztanunk a mérérendszerrel szemben, hogy
az hatékonyan szolgalhassa a fejlesztést és a gyar-
tast [4], majd példaképpen bemutatunk egy rend-
szert, amelyet mar hosszabb ideje sikerrel hasznalunk
a kihozatal és a min6ség javitdsaban és a tervezési
folyamat leréviditésében.

A félvezets eszk6zdk tomeggyartasa elkeriilhetet-
lentil magaval hozta a mérés automatizalasat — meg-
teremtette az automatikus mér6berendezések iparat
és piacat [9].

Az egy csipen integralt funkciok egyre Osszetetteb-
bek lettek, aminek természetes kovetkezménye volt,
hogy a mérGberendezések is mind gyorsabba és sok-
oldalibbakka valtak. A mérések olyan sok adatot
eredményeztek, hogy azok feldolgozdsa kézzel mar
nem lehetséges. Igy természetes, hogy ma mar az
automatikus mér6berendezések szamitogéppel vezé-
reltek, és az adatok redukcibjat szintén szamitoégép
(gyakran ugyanaz) végzi.

Az 1. dbrdan egy tipikus mérdrendszert lathatunk,
amely mind készaru, mind félvezets szeletek mérésére
alkalmas.
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1. dbra. Szelet és készaru mérésére alkalmas méré-
berendezés felépitése
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A tovébbiakban csupan az adatfeldolgozas problé-
majaval foglalkozunk, azt is a gyarté szemszogéb6l
vizsgalva. Azt kell tehat szem el6tt tartanunk, az
adatkompresszids szamitégép és programcsomag ho-
gyan segiti el§

1.'az IC technoldégia homogenitasanak ellenérzé-
sét ;

2. az IC technolégia stabilitasanak vizsgalatat;

3. az esetleges technoldgiai vagy konstrukcios
hibak behatarolasat;

4. a kihozatal optimalizalasat.

Az el6zéekben lattuk, hogy minderre a szeletmérés
a legalkalmasabb, hiszen a mért paraméterek hely
szerinti eloszlasa értékes informacidkat nyujthat,
amely a csipek egymastol torténé elvalasztdsa utan
véglegesen elvész.

Vizsgaljuk meg az el6z6 szempontok alapjan, mi-
lyen igényeket kell tAmasztanunk a szeletmérés ada-
tainak feldolgozasaval szemben [6, 7]!

1. Az integralt aramkorok gyartasi folyamatanak
stabilitasat rovid és hossza tvon is vizsgalnunk kell.
Az el6z6 tobbnyire az egyes tipusok szeletmérési
adatainak statisztikus analizisével, mig a maésodik
inkabb a tesztiabrakon végzett mérések alapjan mi-
ndsitheté. Mindketté feltételezi, hogy a szAmitogép
nagy kapacitasi, gyors hattértaroloval, valamint a
statisztikus analizist hatékonyan el6segit6 program-
csomaggal rendelkezik.

2. Az esetleges technologiai hibak behatarolasat
egyrészt a paraméterek részletes statisztikus analizi-
sével, masrészt a paraméterek és hibas csipek hely
szerinti eloszlasanak vizsgalataval végezhetjiik (pl.
maszk illesztetlenségi problémak, kezelési hidnyossa-
gok, egyenetlen diffizids gaztér stb.).

A konstrukciés hidnyossagok behatarolasat is el6-
segitik a statisztikus vizsgalatok, de a rendszert al-
kalmas berendezéssel kiegészitve (amely lehetévé
teszi az IC bels6 pontjain torténdé méréseket) a szelet-
mérés soran a diszkrét aramkorok ,,belovésénél”
megszokott médszereket is alkalmazhatjuk. Igy a fej-
lesztési folyamatot nagy mértékben le lehet révidi-
teni, ami kiilondsen a berendezésorientalt aramkorok
tervezésénél fontos.

3. A kihozatal optimalizalasa tébbnyire a specifi-
kacios és gyartasi toleranciak illesztésével torténik
[8]. Ehhez szintén alapveté kiindulasul kell, hogy
szolgaljon a mért paraméterek részletes statisztikus
analizise.

Vazlatosan dsszefoglalva az el6z6 gondolatokat, a
félvezeté szeletmérés adatainak feldolgozasat végz6
szamitogéppel és programcsomaggal szemben a ké-
vetkez6 igényeket kell tAmasztanunk:

1. A szamitogép alljon ,,on-line” kapcsolatban a
mérbéautomataval, rendelkezzen nagy kapacita-
su és gyors hattértaroloval, grafikus terminallal.

2. A programcsomag hasznalata egyszerd legyen,
tegye lehet6vé a paraméterek részletes statiszti-
kus analizisét, a szeleten torténé hely szerinti
eloszlasanak megjelenitését.

3. A berendezés az adatokat a felhasznal6 szamara
gyorsan és konnyen attekinthet forméaban bo-
cséssa rendelkezésére.
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A MEV-ben Kkifejlesztett és alkalmazott
szeletmérd rendszer

A megel6zé fejezetekben Osszefoglaltuk a szelet-
mérés f6bb kovetelményeit, a rendszerrel szemben
tamasztott igényeket, amelyeket figyelembe vettiink
az adatfeldolgozé szamitogép hardver és szoftver
kialakitasakor. A 2. dbra a MEV-ben alkalmazott
rendszer felépitésének vazlatat mutatja.

Lathato, hogy az adatok kiértékelését és dokumen-
talasat szines grafikus display, nyomtatd és plotter
segiti. A rendszer interaktiv, a kiilvilaggal az alfa-
numerikus terminal segitségével kommunikal. Szi-
mitégépként barmilyen nagy memoriakapacitasi
altalanos céli szamitégép vagy mikrogép megfelel
— amely képes kezelni a sziikséges perifériakat is —,
hiszen specialis igényeket csupan a szoftverrel szem-
ben kell tamasztanunk, igy a tovaAbbiakban errdl
sz6lunk részletesebben.

Az adatok kiértékelésének folyamatat harom szint-
re bontottuk:

1. gyors, attekinté jellegii statisztikus vizsgalat;

2. részletes statisztikai analizis;

3. hely szerinti paraméter- és hibaeloszlas-vizsga-
lat.

Az 1. tobbnyire a technoldgiai stabilitas vizsgala- -

tara szolgal, mig a 2., 3. fontos szerepet jatszik a
kiillonbozé hidnyossagok okainak felderitésében.
Mindharom esetben lényeges, hogy a vizsgalatokat
az adatok — tetszdélegesen megvalasztott — rész-
halmazain is elvégezhessiik, hiszen pl. a széleken,
hibas csipeken vagy tesztabrakon végzett mérések
eredményei a szamitasokat teljesen meghamisitandk.

Az altalunk hasznilt program ezt Ggy teszi lehe-
t6vé, hogy a mérések tetszdleges halmazara feltétele-
ket lehet megadni, amely feltételek teljesiilése esetén
lesz csak az adott csip része a szamitasok elvégzésé-
hez bazisul szolgalé adathalmaznak. (Igy pl. méd van
kizarni azokat a csipeket, amelyek esetén az iy, iy, . . .,
i, sorszami mérés valamelyike valamilyen feltételt
nem elégit ki.)

A tovabbiakban mindezt egy konkrét példan ke-
resztiil mutatjuk be.

A szeletmérg rendszer alkalmazasa

A technoldgia homogenitdsdnak ellendrzése

Mint mar elmondtuk, a technologia homogenitdsanak
vizsgalatara kilonboz6 tesztszeleteket is szoktak al-
kalmazni, azonban gyakran a gyartasban levé szelet
lényegesen egyszeriibb (és féleg olesobb) erre a célra
— ha a mért adatok hely szerinti eloszldsanak gyors
abrazolasa egyszeriien lehetséges.

Az altalunk alkalmazott rendszer erre egy szines
grafikus display segitségével ad mddot, ahol a kiilon-
bozé tartomanyokat kiilonbozé szinek abrazoljak —
igy gyakran elsd pillantésra feltiinévé téve mas maod-
szerrel igen nehezen felderithet$ hibakat is.

A 3. dbrdn egy szelet oxid letorésének hely szerinti
valtozésat lathatjuk. Habar a nyomdatechnika nem
tette lehet6vé a szines szelettérkép bemutatasat,
fekete-fehérben is lathaté, hogy jol elkiilonithetés,
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2, dbra. A MEV-ben alkalmazott szeletmérd rendszer

3. dbra. Oxid-letorési szelettérkép

kiillonbozé letorési fesziiltségii teriiletek vannak a
szeleten (pl. a széleken a letorési fesziiltség alacso-
nyabb). (A valdsagban természetesen az egyes szinek
paraméter-intervallum értéke is leolvashaté a dis-
playrél, itt — mivel a szinek fekete-fehérben nem
kiillonboztetheték jol meg — a fényképrél ezt lehagy-
tuk.)

A kiilonb6z6 paraméterii tartomanyok behataro-
lasa leggyakrabban az okokat is felfedi (maszk-
elillesztés (9], gondatlan kezelés, rossz diffuziés gaz-
aramlas).

A technologia stabilitdsinak ellendrzése

Szeletméré rendszeriink a technoldgia stabilitasanak
ellendrzését a statisztikai szamitasok gyors elvégzésé-
vel segiti el6. Az egyes szeletek lemérése utan néhany
perc alatt elkésziti a mért adatok atlag, szdéras tab-
lazatat (4. dbra), amit az el6z6 szeletek hasonld tab-
lazataival sszehasonlitva percek alatt ellendrizhetd,
hogy a technoldgiai koriilmények nem valtoztak-e
meg.

Amennyiben ez a vizsgalat hibat jelez, annak be-
hat4rolasahoz részletesebb analizis szitkséges.
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4. dbra. Atlag, szérés tablizat

1984, 81, 18, 6. SZ./2.  OXID LETORES
MERES KIHDZATAL MINIMUM MAXIMUM ATLAG SZ0RAS
Lt/ (v) 966X 80480 @102 02.20 20.9% (@i.58 @8.88)
2.:2/28 (v ) 55.56~ 9.0 @372 @2.16 @0.00 ( 81.88 @6.00)
TB/B (v)  98.83%  89.8 @3.66 @2.14 €3.86 ( 81,83 @0.80)
4004728 (V) 98625 #9.82 @164 @2.12 €2.8@ ( @1.80 @8.00)
5.:05/20 (v) 98.62% 2.8 060 @2.12 3.0 ( 0i.¢8 @2.88)
6.:06/28 (V) 99,62 @3.80 0I.00 @2.18 Q0.4 ( 9i.00 Q0.8
7.:07/28 (v 98.92% ed.@2 @3.56 @2.18 @0.82 ( oi.e@ @a.8d
8.:u8/28 (v ) 99.92¢ @.02 03.04 @02.8 @ (01.82 00.80)
9,:09/28 (v ) 90.92¢ @d.é8 93.54 02.88 90.82 ( @i.08 @e.8d)
18, :ui8/28(v ) 91.07% 9.0 0I.50 02.8 0R.00 ( @i.3 .M
H17-4
] 6 SZ./2, O¥ID LETORES 1984, @81, 19,
MERESEK SZAMA: 12 LEMERT CHIPEK SZAKA: 673 INTERVALLUMOK SZaMA= 28
2.0 U2/ v J BB/OSITAS
84, 30 !
%S Y
4.8 - 8!
s.7 _ 2!
3.3 - 13 Dok
8.3 _ 58! .
3., . | 1321 Aotttk
C82.82 .. 46 Diokiokiokkkikiokkolk
#2.58 _ 6 'mx
2.3 - 9 ik
0o _ 1 3
Bl.dc . A 4 1n
81.62 6 !k
8.3 _ 25! Kb ot okl by kbbb
8i.14 - | 185
LW . Y2
LGB - A 7 i
N 36 Hiokivkolblolokiok
8, 18 _ 16 Dioksobok
-8 .. g "ok
wx_ Y 3

[ i : o . ] } s ¥ b §

.
—ly

AZ ADDTT HATAROKRA (-8@,38 - @4.32 ) SZAMITOTYT KIHDZATAL= 1@@ % 673 0B .  ATLAG- 81,98 .  SIORAS= 81,88

5. dbra. Oxid-letorési hisztogram (H17-5]

6. dbra. Oxid-letorési szelettérkép — a kezelési teriilet 7. dbra. Oxid-letérési szelettérkép — a szelet szélsg
teriilete
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,

szelettérkép — a szelet belsg

8. abra. Oxid-letorési
- teriilete

Technologiai hibakeresés

A technoldgia hidnyossagainak felderitése meglehetd-
sen korilményes és draga feladat, amit raadasul
gyorsan kell végezni, hiszen minden idéveszteség
tovabbi selejtet — tehat o6nkoltség-novekedést —
okoz. Ha valamilyen hiba jelentkezik a gyartdsban
lev§ szeleten vagy tesztszeleten, célszerd a vizsgalatot
a mért paraméterek empirikus siir{iségfiiggvényeinek
vizsgalataval (hisztogram) kezdeni. .

Az 5. dbra egy oxid-letorést ellenérzd tesztszelet
hisztogramjat mutatja. Els6 latasra meglepdnek
tlinik, hogy a gorbének harom ,,plipja” van, azaz
hérom érték koriil csoportosul a statisztikus sokasag.
Ennek oka nem lenne kiderithetd, ha nem vizsgal-
nank meg a paraméterek hely szerinti eloszlasat,
mégpedig mindharom ,,ppot” kiilon-kiilon. A meg-
felelg intervallumokat a hisztogramon nyilak jeldlik,
amelyeken kiviil esd értéket a szelettérképen piros
(fekete-fehérben a legsotétebb arnyalat) jeloli.

A 6, dbrdn lathatd a 0...0,9, a 7. dbrdn a 0,9...2,1,
a 8. dbrdn a 2,1...4,5 mérési hatarokhoz tartozo érték,
amelyekb6! kénnyen kittinik, hogy a legalacsonyabb
letorési fesziiltség a kezelési teriileten jelentkezik, a
széleken valamivel magasabb és csupdn a fél szelet
kozepén megfelels az értéke, ahol azonban még egyéb
— pontszerii — hibak is jelentkeznek.

~Sajnos a vizsgalat nem minden esetben ilyen egy-
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szeri és egyértelmii, de legtobbszor a szelettérkép
jelentdsen megkdnnyiti a technologusok feladatat.

A kihozatal optimalizdldsa

A kihozatal optimalizalasa a gyartasi és specifikacios
tolerancidk illesztését (kozéppontositasat) igényli,
amelyhez természetesen elsddleges feladat ismerni a
gyartas szorasat és a paraméterek eloszlasat. Ehhez
a rendszer altal felrajzolt hisztogramok nyujtanak
nagy segitséget (4. dbra).

Osszefoglalds

Az elbzéekben attekintettiik vazlatosan az 1C-fejlesz-
tés és gyartas folyamatat, és lathattuk, hogy a mé-
résnek — de kiilondsen a szeletmérésnek — a jelen-
tdsége meghatarozd a gazdasagossagban és a ming-
ségben. A tovabbiakban a szeletmérést vizsgaltuk az
adatkiértékelés szempontjabél, majd bemutattuk a
MEV-ben alkalmazott szeletmér§ adatfeldolgozo
szamitogépet.

Természetesen nem lehet azt allitani, hogy a szelet-
mérés adatainak kiértékelése egy csapasra megoldana
meglevd technologiai problémaink nagy részét, valo-
szinii azonban, hogy szerepet jatszhat mind a gazda-
sagi, mind a miszaki tervezésben, de legfGképpen a
selejt elleni kiizdelemben.
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